






































































































































































































































































































































































专利名称(译) 以剪接缺陷为指标测定抗肿瘤剂作用的方法

公开(公告)号 US20100021918A1 公开(公告)日 2010-01-28

申请号 US12/529959 申请日 2008-03-05

[标]申请(专利权)人(译) 卫材株式会社

申请(专利权)人(译) EISAI研发MANAGEMENT CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) EISAI研发MANAGEMENT CO.，LTD.

[标]发明人 MIZUI YOSHIHARU
HATA NAOKO
IWATA MASAO
SAGANE KOJI
UESUGI MAI
KADOWAKI TADASHI
YOSHIDA TAKU

发明人 MIZUI, YOSHIHARU
HATA, NAOKO
IWATA, MASAO
SAGANE, KOJI
UESUGI, MAI
KADOWAKI, TADASHI
YOSHIDA, TAKU

IPC分类号 C12Q1/68 C07H21/04 G01N33/53 C07K16/00

CPC分类号 C12Q1/6883 G01N33/68 G01N33/5011

优先权 60/904774 2007-03-05 US
60/960403 2007-09-28 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的一个目的是提供用于测定pla二烯内酯衍生物对活体的作用的方
法，探针，引物，抗体，试剂和试剂盒。根据本发明，提供了一种使用
剪接缺陷作为指标来测定pladienolide衍生物的作用的方法。
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